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機器の概要 

固体試料の表層（約１～２μｍ）にどの元素が（定性）どれくらい（定量）含

まれているのかを測定する事が可能な装置です。微小領域（100 μm 四方）で

の元素の分布をマッピングし表示する事も可能です。しかしながら、本装置は

軽元素の測定が不得意であるため、定性分析が可能な元素は原子番号１～４番

以外の元素となり、これら以外の軽元素についても定量分析は困難となります。

また、本装置は電子顕微鏡としての機能

にも優れており、試料の材質により異な

りますが、高倍率の観察（５万倍程度）

も可能です。試料についてですが、分析

は高真空下で行われますので、水分等を

含まない試料を対象とします。また、試

料に導電性が無い場合（セラミックスや

高分子等）は前処理が必要となります。 

 

使用上の注意 

本分析装置を使用するためには、分析の基礎知識およびトレーニングを必要と

しますので、使用は XMA 室のオペレーター（龍崎 奈々重）に依頼する形をと

っております。分析を検討している方は XMA 室（龍崎）までご連絡下さい。な

お、有機物を分析もしくは観察する際は有機物により測定装置が汚染されるこ

とが懸念されます。適切な処理を行って下さい。尚、試料によってはオペレー

ターの判断でお断りさせて頂きます。分析のご予約は XMA 室のオペレーター（龍

崎 奈々重）が管理しておりますので、XMA 室にお問い合わせください。 


